Poznamky k praktiku z elipsometrie
V adresafi jsou tfi soubory *.epl, dva jsou oznacené Kov..., jeden SiO2
Soubory *.epl jsou tvoreny nékolika radkovou hlavickou a pak nasleduji mérena data ve sloupcich

Poradi je Energie fotonu (eV), U (°), A(°), &Y (°), SA(°)

Zadani pro SiO;

Soubory oznadené ...nm jsou vysledky simulace pro rizné tloustky oxidu, tloustka vrstvy je v ndzvu
souboru, sloupce jsou E (eV), ¥ (°), A(°). Najdéte nejlepsi shodu mezi simulaci a mérenim SiO; a
stanovte tloustku vrstvy.

Zadani pro kovové vrstvy

Pomoci nize uvedenych vztahi zjistéte, zda Ize mluvit o polonekonecnych vrstvach (ma jen jedno
optické rozhrani) nebo je studovand vrstva tvorena vice optickymi rozhranimi (jinak se da fici, zda je
neprusvitna nebo prisvitnd). Pfi sém rozhodovani neberte v Uvahu okraje spekter, které jsou vice
zasuméné diky nizsi citlivosti detektoru.
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